Laboratoire de I'Intégration du Matériau au Systeme

L’IMS, créé le 1¢' janvier 2007 suite au regroupement de 3 laboratoires, est
une unité mixte de recherche (UMR 5218) rattachée au CNRS, a I’Institut
Polytechnique de Bordeaux (IPB) et a I’Université Bordeaux 1 Sciences et
Technologies.

Effectif du laboratoire ~ 400 personnes : ‘
® 137 chercheurs et enseignants-chercheurs

= 70 personnels administratifs et techniques .
= 158 doctorants

= 30 post-doctorants BORDEAUX
Les différents moyens technologiques de I’'lMS se retrouvent dans :
= 1 centrale de technologie

= 1 centrale d’analyse et de caractérisation

= 1 centrale du vivant

= 1 plate-forme « véhicule du futur »

: : Laboratoire de I'Intégration du Matériau au Systeme
IMS a 3 cellules de transfert vers I'industrie :

= |[MS formation (CNRS UMR 5218)
" EURELNET Di P | FOUILLAT
" A2M irecteur asca
Ainsi que 3 laboratoires communs avec I’'industrie : Directeurs adjoints Valérie VIGNERAS
= STMicroelectronics Claude PELLET
= PSA Jean-Paul BOURRIERES
= TOTAL
Adresse 351 cours de la Libération
Et 1 Groupement d’Intérét Scientifique avec THALES (GIS Albatros) F-33405 TALENCE CEDEX
L’IMS est une composante du pdle Tl de I’Université de Bordeaux Téléphone +33 5400065 40
+33 540 00 24 00 (P3S)
Fax +33 556 37 15 45
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STRUCTURE OPERATIONNELLE

PRODUCT'QUE . Mosiéllis?ltion d'entrepri§e et ingénierie (MEI)

= Ingénierie de la conception (1CO)
P3S B. VALLESPIR = Pilotage des systéemes de production (PSP)
2 2 SlG NAL = Modeles stochastiques n-D et méthodes d’estimation algébriques et stochastiques (MODEST)
DU SySteme au SySteme = Détection et estimation pour des systémes de télécommunications et de localisation (DESTIN)
de Systéme Y. BERTHOUMIEU = Analyse d’images et de volumes texturés (VOLTIGE)
X.M O REAU AUTO MAT'QU E = Approche robuste et intégrée de I’at{tomatique (ARIA)

= Commande robuste d’ordre non entier (CRONE)

A. OUSTALOUP = Flatness and Fault Tolerant Guidance (FFTG)

CONCEPTION = ancgption de\circuits (ECZ)'
= Circuits et systemes hyperfréquences (CSH)

PCS J.-B. BEGUERET = Circuits et systemes numériques (CSN)
DU Composant au FlABl LlTE . Evaluat.lon des dispositifs micro et. n'a.nf)-,assembles (E’D.MINA)
= Packaging, assemblage et compatibilité électromagnétique (PACE)
Systéme E. WOIRGARD = Puissance (PUISSANCE)
Y. DEVAL NANOELECTRON |QUE = Test gt. anélyse par faisceau laser ,(L.I-\SE.R) : o :

= Modélisation compacte et caractérisation des dispositifs électroniques (MODEL)

T. ZIMMER = Evaluation et fiabilité des technologies hyperfréquences (l11-V)

P M C M ICROSYSTEM ES = Microsystemes de détection a ondes acoustiques (MDA)
, . C. DEJOUS = Matériaux micro-assemblés pour micro-systémes (MMM)
Du materiau au | —
Composant MATER'AUX = Electronique organique (ELORGA)
= Matériau fonctionnalisé pour les hyperfréquences et I'optique (MHYPOP)
C. PE LLET V. VIGNERAS = Caractérisation électromagnétique de matériau et télédétection (CEMT)




